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Sumario

O instituto de patentes do Jap&o construiu um sistema de IA interno que reordena os resultados de pesquisa
de estado da técnica e classifica automaticamente os pedidos recebidos, apoiado por uma rede nacional de
examinadores formados em IA que cresceu de 13 para 39 desde 2023 — embora o JPO néo divulgue ainda
indicadores independentes de eficiéncia.

Dimensdes-chave

Dimensao Pontuacao

Evidence of impact / measured public value 1/3
Transparency, fairness & accountability 2/3
Transferability / demonstrated replication 2/3
Scalability beyond pilot 2/3
Governance, capability & sustainability 3/3
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